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Numeérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEIl 34-1
devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la
CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant 'amendement 1, et la publication de
base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires
sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique. Des renseignements relatifs a
cette publication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publications de la CEIl
(voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions,
amendements et corrigenda. Des informations s
sujets a I'étude et I'avancement des travaux
par le comité d’études qui a élaboré cette publis
ainsi que la liste des publications parues,
également disponibles par l'intermédiaire de:

e Site web de la CEl (www.iec.ch)

(www.iec.ch/searchpub)

recherches en Mdtilisa
comprenant de
d’études ou date de puphi

. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 2291902 11

Fax: +4122919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to_the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorgorating gmendments 1
and 2.

Further infor
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the eChnology. Information
rel including its validity, is
3 atalogue of publications

wdrk in progress undertaken by the
which has prepared this
well as the list of publications issued,
available from the following:

eb Site (www.iec.ch)
atalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site
(www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a
variety of criteria including text searches,
technical committees and date of publication. On-
line information is also available on recently
issued publications, withdrawn and replaced
publications, as well as corrigenda.

. IEC Just Published

This summary of recently issued publications
(www.iec.ch/online_news/justpub) is also available
by email. Please contact the Customer Service
Centre (see below) for further information.

. Customer Service Centre

If you have any questions regarding this
publication or need further assistance, please
contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22919 02 11

Fax: +4122919 03 00
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-1: Exigences particuliéres — Configurations d’essai, conditions
fonctionnelles et critéres de performance pour essai de sensibilité et
équipement de mesures pour les applications non protégées de la CEM

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organlsat|n
composee de Iensemble des comltes electrotechnlques nationaux (Comité

selon des conditions fixées par accord entre les deux organisatighs/
Les décisions ou accords officiels de la C 3 2 iqués représentent, dans la mesure

gtudiésy étant\donné€ que’les Comités nationaux de la CEl

g raisonnables sont entrepris afin que la CEl
la CEIl ne peut pas étre tenue responsable

de I'éventuelle mauvaise utiisation o faite par un quelconque utilisateur final

Dans le but d'encourag ités nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a apphtiguer\de facp s Publications de la CEIl dans leurs publications
nationales et régionalgs entre toutes Publications de la CEl et toutes publications

nationales ou régi a ive indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La CEl n'a pre & narqéage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour’les é 5 S &8s conformes a une de ses Publications.

§ sont en possession de la derniére édition de cette publication.

mputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

L'attention est™attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatbire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61326-2-1 a été préparée par le sous-comité 65A: Aspects
systémes, du comité d’études 65 de la CEl: Mesure et commande dans les processus
industriels.

La série CEI 61326 annule et remplace la CEI 61326:2002 et constitue une révision
technique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-1: Particular requirements — Test configurations,
operational conditions and performance criteria for sensitive test
and measurement equipment for EMC unprotected applications

FOREWORD

this end and in addltlon to other activities, IEC publishes Internationa
Technical Reports, Publicly Available Specmcatlons (PAS) and
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical comr 3
in the subject dealt with may participate in this prepara ) governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also partllpat 3 thi ion? IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardizatio 3 conditions determined by
agreement between the two organizations.

between any IEC icati
the latter.
IEC provides no maprkKi

equipment declaredhio

te its approval and cannot be rendered responsible for any
IEC Publication.

All users should e/latest edition of this publication

No liability sha s directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of\its techn g and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage dtsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expe i & publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

indispensable for the ¢drrect application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61326-2-1 has been prepared by subcommittee 65A: System
aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

The IEC 61326 series cancels and replaces IEC 61326:2002 and constitutes a technical
revision.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
65A/454/FDIS 65A/458/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61326 est constituée des parties suivantes, sous le titre général Matériel électrique de
mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives & la CEM

Partie 1: Exigences générales (les Annexes A et B de la CEI 61 intégrées

Partie 2-1: Exigences particuliéeres — Configurations d’essai i ionrielles et
criteres de performance pour essai de sensibilité Sy Ui S ble mesures
pour les application non protégées de la
2002)

Partie 2-2: Exigences particulieres — Configuratioris d’essai,

Partie 2- 3: Exigences particuliéres

de signal intégré ou a distance (co
Partie 2-4: C i
' a la fenction’ peuries dispositifs de surveillance d’isolation

Partie 2-5:

onction pour les dispositifs en exploitation avec des
avec le profil 3/2 de la Famille 3 de profils de

Partie 2-6: EXi iculieres — Matériel médical de diagnostic in vitro (IVD)

Partie 3-14 wiunité pour les matériels effectuant ou prévus pour exécuter

en relation avec la sécurité (sécurité fonctionnelle) — Applications
g générales (le contenu du Tableau 2 de la CEI 61326:2002 est

ncorporé dans la CEI 61326-3-1)1.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

1 A publier
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